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摘要(译)

本发明涉及荧光检测介质中物质的装置和方法。现在，本发明的装置和
方法使得可以实现介质中物质的直接荧光检测，同时涉及与现有技术装
置和方法相比改进的测量范围的检测。通过照明光学系统的导轨（1）的
下端上的接地边缘（2）实现介质内的高能辐射的散射分布，从而不仅可
以确定测量范围。但是也可以检查一个范围，该范围分布在很宽的区域
内，从而产生统计上更精确的测量结果。
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